
PXI、VXI、LXIによる
ハイブリッド・テスト・システム
の構築

製品のライフサイクルを通した活用

Application Note 1465-23

一般的に製品のライフサイクルに合わ
せて測定器が用いられています。例え
ば、ポータブル機器は、対話形式で制
御でき、即座にフィードバックが得ら
れるので、研究開発によく用いられて
います。製品が製造段階に移ると、自
動テスト・システムを小型化できるの
で、モジュラ・ソリューション
（PXI/VXI）が用いられる場合があります。

しかし、ポータブル機器からモジュラ
機器への移行には、ハードウェア、ソ
フトウェア、テスト戦略が再利用でき
ないため、費用も時間もかかります。
LXIを使用すると、複数のフォーム・フ
ァクタ（ポータブル、モジュラ、シンセ
ティック測定器）で関連製品や同一製品
を実現し、既存のテスト戦略やシステ
ム・ソフトウェア製品のライフサイク
ルを通した活用が容易になり、こうし
た状況を変える可能性を秘めています。

『PXI、VXI、LXIによるハイブリッド・
テスト・システムの構築』は、GPIB、
PXI、VXIからLXIへの移行を支援する
アプリケーション・ノートの第4弾で
す。このアプリケーション・ノートで
は、PXIおよびVXIをLXIと比較し、既
存のテスト資産を統合するハイブリッ
ド・システム・アーキテクチャの概要
を説明し、完全にLXIベースのシステム
に移行した場合の将来性についても説
明します。
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モジュラ・システムの評価

PXIとVXIでは、1台のスタンドアロン
測定器、完全なラック・アンド・スタ
ック型システム（図1）の機能を構築する
には、いくつかの個別要素（メインフレ
ーム、プラグイン・カード、I/O、PC、
ソフトウェア）が必要です。等価な測
定／解析機能を実現するには、メイン
フレーム（またはシャーシ）、各種プラ
グイン・カード、ホストPC内で大量の
データを移動する必要があります。ま
た必要な機能を実現するには、若干の
プログラミングが必要です。このため、
ソフトウェア・アプリケーションは、
全部ではないですが、ほとんどの測定
機能、データ・ディスプレイ、データ
解析ルーチン、ユーザ・インタフェー
スを備えたものになります。

こうした作業には高性能PCが必要です。
外部PCをシステム・ホストとして使用
し、I/OにMXIやGPIBを使用している場
合は、インタフェース・カードをイン
ストールして設定する必要があります。
一方、内蔵コントローラを使用してい
る場合は、コントローラや各種プラグ
イン・カードを収容できる大型のメイ
ンフレームが必要になります。また外
部PCへのインタフェースは不要ですが、
モニタ、キーボード、マウスを内蔵コ
ントローラに接続する必要があります。

この多少面倒な方法が一部のアプリケ
ーションでは一般的になっていますが、
すべてに対して有効なわけではなく、
利点と欠点があるので、さらに詳細に
説明します。

PXI/VXIの利点
PXIとVXIは共に、ラック・アンド・ス
タック型システムと比べると、ハード
ウェア、接続、プログラミングにいく
つかの利点があります。

ハードウェア：1つの重要な利点は、1台
のメインフレームに搭載可能なスイッ
チング、電源、測定機能の密度です。
PXIとVXIは通常、ラック・アンド・ス
タック型システムよりも小型で、同様
の機能を備えています。また、高速バ
ックプレーンや内蔵トリガ機能により、
ラック・アンド・スタック型よりもトリ
ガ機能と同期機能の面で優れています。

インタフェース：PXIとVXIは、他にも
さまざまなI/O（MXI、GPIB、イーサネ
ット、USB、Firewire、シリアル）を提
供します。このため、性能と利便性を
ケースバイケースでトレードオフでき
ます。

プログラミング：ソフトウェア開発に
は、グラフィック／テキスト・ベース
の開発環境を使用して、必要な測定／
解析機能を作成できます。レジスタ・
ベースのPXI/VXIプラグイン・カードの
作業は難しいかもしれませんが、デバ
イス・ドライバを使用すると通信やプ
ログラミングが非常に簡単になります
（補足記事を参照）。その結果、測定ソ
リューションは、ポータブルGPIB測定
器で構成されたラック・アンド・スタ
ック型システムよりも小型かつ高速に
なります。

レジスタ・ベースのデバイス
のプログラミング
PXIとVXIはコンピュータ・バス
（例えば、VME、ISA、EISA）を使
用するので、プラグイン・カード
は通常、レジスタ・ベースの操作
により、属性の読取り／設定、測
定の開始、データのロード／アン
ロードなどを行います。このよう
な下位レベルのプログラミングに
より各モジュールの詳細なコンピ
ュータ制御が可能になりますが、
かなり複雑で、時間を要します。

一般的な解決策の1つが、下位レベ
ルの詳細を処理し、上位レベルで
のプログラミングを可能にする、
デバイス・ドライバです。最適な
ドライバは、使用するハードウェ
アまたはソフトウェアのタイプに
よって異なります。例えば、
National Instruments社 で は 、
LabVIEW対応のIVI-Gドライバと
LabWindows対応のIVI-Cドライバ
を採用しています。IVI-Cドライバ
とIVI-Gドライバは多くのAgilent測
定器に使用できますが、Agilentな
どではIVI-COMドライバを提供し
ています。これらのドライバは言
語およびプラットフォームに対し
てニュートラルなので、1つのバー
ジョンがすべてのMicrosoft® COM
（および互換性のある）環境や
Microsoft Excelで動作します。この
ため、柔軟性が高まり、好みの開
発環境で作業ができるだけでなく、
ポップアップ・メニューなどの機
能により、生産性が向上します。

図1. 代表的なVXIシステム
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PXI/VXIの欠点
PXIとVXIには共に、テスト仕様の予算、
技術、ライフサイクル上の要件を十分
に満たしたシステムを構築できなくな
る可能性があるという欠点があります。

システム・ホスト：代表的なラック・ア
ンド・スタック型システムと違って、
PXI/VXIベースのシステムはホストPCの
性能に対する依存性が高いので、性能
が高いほど価格が高くなる可能性があ
ります。さらに、PCに依存した方法で
は、大規模で複雑なシステムに対応で
きません。より多くのモジュールがよ
り多くのデータをより頻繁に転送する
場合は、PCが処理のボトルネックとな
り、システム全体の性能が低下します。

内蔵コントローラには独自の欠点があ
ります。一般的に内蔵コントローラは
特注品になり、通常のデスクトップPC
の3～8倍もコストがかかります。また、
最新の性能や機能の追加が遅れる傾向
にあります。

ハードウェア：PXI/VXIは初期コストが
高いことに加えて、将来拡張したい場
合は、必要以上のスロットを備えたメ
インフレームを購入する必要がある場
合もあります。メインフレームが一杯
になってしまうと、プラグイン・カー
ドがもう1枚必要になっただけでも、メ
インフレームを追加するコストがかか
ります。

モジュラ型では必要な機能が得られな
い場合は、ベンチ型測定器をシステム
に追加する必要があります。例えば、
ワット数の大きな電源や多くのRF測定
などがあります。スタンドアロン測定
器を導入すると、システムのインテグ
レーションとプログラミングの両方の
複雑さが増す可能性があり、VXI/PXIの
サイズ面での利点も帳消しになってし
まいます。

インタフェース：MXIやGPIBをインタフ
ェースとして使用した場合は、外部ホ
ストPCのハードウェア・コストおよび
構成の複雑さが増します。

プログラミング：ほとんどのPXI/VXIデ
バイスにはユーザ・インタフェース
（フロント・パネルまたはブラウザ・ベ
ース）が内蔵されているので、通常は、
簡単なデバイスに対しても何らかのソ
フトウェアを購入、インストール、設
定して、制御する必要があります。測
定、データ処理、解析には、さらにプ
ログラミングが必要になる場合もあり
ます。さらに、こうした機能を備えた
計 測 器 専 用 の ソ フ ト ウ ェ ア は 、
Microsoft社やその他のベンダが提供す
る市販のプログラミング環境と比べる
と、かなり割高です。
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LANベースのハイブリッド・
システムについて

LANは、自動テスト・システムに最適
なインタフェースとして、急速に人気
を集めています。最も初期のLAN対応
測定器ではインタフェースの実装が一
貫性のないものでしたが、LXI規格によ
り一貫性のある方法が確立され、複数
のベンダの規格に対応した測定器の使
用が可能になっています。1

ほとんどの場合、LXIデバイスとGPIB、
PXI、VXIハードウェアを併用したハイ
ブリッド・システムを構築することは
比較的簡単です。ハイブリッド構造に
より、単一システム内の各アーキテク
チャの利点を活かすことができます。
テスト資産への既存の投資を保護する
ことにより、コストの削減を実現でき
るだけでなく、この方法では、使い慣
れたハードウェア、インタフェース、
ソフトウェアを使い続けることができ
るので、時間の節約にもつながります。

代表的なLXIベースのシステムでは、ホ
ストPCとLANポートを使用します。こ
れにより、LXIベースのローカル／リモ
ート・デバイスに、市販のLANスイッ
チやルータで接続できるようになりま
す。これがハイブリッド構成の基礎と
なり、以下の4つのシナリオが実現可能
です。

シナリオ1：VXIとGPIB
VXIメインフレームにGPIBスロット0カ
ードが搭載されている場合は、Agilent
E5810A LAN/GPIBゲートウェイなどの
インタフェース・コンバータを追加す
ることにより、PCにLAN経由で接続で
きます（図2）。VXIメインフレーム
（GPIB）とルータ（LAN）をゲートウェイ
で接続することにより、PC上で動作す
るアプリケーションはGPIBデバイスと
して、VXIハードウェアとトランスペ
アレントに通信できます。

● 利点：このハイブリッド構造では、
PCにGPIBカードをインストールする
必要はありません。ゲートウェイに
よって同じアドレスを使用でき、ソ
フトウェアの変更は不要です。

● 欠点：ゲートウェイがVXIメインフレ
ームにインストールされている高性
能測定カードの要求に対応できない
場合は、システムの性能が低下する
ことがあります。

シナリオ2：VXIとLAN
VXIメインフレームにLANスロット0カ
ードが搭載されている場合は、LANル
ータに接続するのと同様に簡単にシス
テム・ネットワークに追加できます（図
3）。LAN対応VXIシステムは、LXIに準
拠していなくても、LXIデバイスとネッ
トワーク上で共存できます。

● 利点：システムの各測定器（LXIまた
はVXI）は、LANのI/O速度を活用で
きます。VXIハードウェアとLAN経
由で通信するようにシステム・ソフ
トウェアがプログラムされている場
合は、同じアドレスを使用でき、ソ
フトウェアの変更はほとんど必要あ
りません。MXIまたはFirewireスロッ
ト0カードをLANスロット0カードと
交換する場合でも、必要なプログラ
ミングは比較的少なくてすみます。2

● 欠点：この構成では、インストール
されているデバイスによっては、完
全なバックプレーン・ベースのシス
テム（例えば、MXIインタフェースを
使用するシステム）よりも性能は低く
なりますが、シナリオ1のLAN/GPIB
構成よりも高速です。

1 LXIおよびLXIコンソーシアムの詳細については、
www.lxisandard.orgをご覧ください。

2 1つの例が、VXI Technology EX2500 LXI-VXI
ギガビット・イーサネット・スロット0インタフェ
ースです。

図2. ルータとLAN/GPIBゲートウェイによる
システムの構築。

LAN/GPIB 
ゲートウェイ 

LAN

LAN
ルータ 

GPIB

VXIメインフレーム 
（GPIBスロット0搭載） 

LAN/LXI 
測定器 

図3. VXIメインフレームへのLANスロット0
カードの追加による、LANベースのハイブリッ
ドVXI/LXIシステムの構築。

LAN

LAN
ルータ 

VXIメインフレーム 
（LANスロット0搭載） 

LAN/LXI 
測定器 
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シナリオ3：内蔵コントローラ
PXI/VXIベースのシステムがメインフレ
ームに内蔵されているコントローラを
使用している場合は、内蔵のLANポー
トを経由して、テスト・システム・ネ
ットワークに接続できます。システム
のPXI/VXIは内蔵コントローラで動作す
る既存のソフトウェアによって制御さ
れることに変わりはありません。シス
テム全体の構造を簡素化するために、
既存のソフトウェアを変更して、LXIデ
バイスを制御することもできます。LXI
デバイス制御専用の外部PCは不要です
（図4）。

● 利点：これは、LXIの利点をPXI/VXI
ベースのシステムにも活用できる簡
単な方法の1つです。適当なモジュラ
LXIデバイスを使用してPXI/VXI型で
は得られない機能が得られれば、
GPIB測定器を使用するシステムに比
べて、簡単かつコンパクトなシステ
ムが実現します。

● 欠点：LXIデバイスを制御するように
既存のソフトウェアを変更すると、
内蔵PCにさらに負荷がかかるため、
システム性能が犠牲になります。し
かし、ほとんどのLXIデバイスに内
蔵されているインテリジェンス機能
に与える影響はごくわずかです。

シナリオ4：
LXI対応メインフレーム
PXIベースの測定器のメーカの中には、
LXI規格を積極的に支持しているところ
もあります。PXIからLXIへの移行を容
易にするために、少なくとも1社のベン
ダが、LXIのクラスCに準拠したメイン
フレームを作成しています。3 この方法
では、システム・ルータにLANポート
経由で接続されているPXIスロットにス
イッチング・カードをインストールす
るだけです（図5）。

● 利点：この方法では、既存のPXIスイ
ッチング・カードの利点（高密度、さ
まざまな機能）をLXIベースのシステ
ムで活用できます。新しいシステム
の場合は、この方法の方がすべてを
PXIソリューションで構成するより
もコストがかからない可能性があり
ます。

● 欠点：現在、この方法はPXIスイッチ
ング・カードにだけ対応しています。
将来の開発により、レジスタ・ベー
スのPXI測定カードの需要に対応で
きるようになる可能性があります。

これら4つのシナリオでは、現在のシス
テム・ハードウェア／ソフトウェアに
対する投資を保護しながら、コスト・
パフォーマンスの高い移行が可能です。
ただし、これらのハイブリッド構造に
は妥協もあり、オールLXIシステム・ア
ーキテクチャにより将来簡単に是正さ
れる可能性もあります。

図4. ハイブリッド・システムのコントローラ
として、内蔵PCを使用できます。

LAN

ルータ 

VXI/PXI 
メインフレーム 
（PC内蔵） 

LAN/LXI 
測定器 

図5. LXI対応メインフレームにより、PXIスイ
ッチングの利点をハイブリッドPXI/LXIシステ
ムで活用できます。

LAN

LAN
ルータ 

LAN/LXI 
測定器 

LXI対応 
PXIメインフレーム 

3 Pickeringインタフェース60-100および60-101
は、さまざまな3 U PXIモジュールに対応する7ス
ロット・シャーシです。
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ハイブリッドを超える
オールLXIの実現

PXI/VXIに代わるものとして、LXIは、
システム開発のオーバヘッドや複雑さ
をバックプレーンによって解消してい
ます。ポータブル型やモジュラ型のLXI
測定器を使用してシステムを構築する
場合、この概念的な方法はGPIB測定器
を使用する方法と似ています。各デバ
イスには測定機能（インテリジェンス機
能）が内蔵されていて、仕様測定確度を
実現します。ただし、LXIはGPIBより
優れたトリガ機能と同期機能があり、
PXIやVXIに優るとも劣りません。これ
らの機能をLXIに組み込むことにより、
テスト管理や結果の管理／解析／レポ
ートに重点を置いたプログラミング作
業が可能です。4

使用可能なLXIベースの製品の種類が増
えれば、オールLAN構造への展開が可
能になります。これらのシステムには、
ローカル／リモートLXI測定器を収容す
るために、必要に応じて1台以上のLAN
ルータが含まれています（図6）。各測定
器は、LANの速度を活用でき、低コス
トのネットワーク・ケーブルを利用で
きます。各LXI測定器に内蔵されている
ブラウザ・ベースのインタフェースに
より、測定器／システムの構成やトラ
ブルシューティングが容易になります。
長距離LANとIEEE1588PTP（precision
time protocol）によって可能になった同
期により、さまざまな新しい機能やア
プリケーションが使用できます。

図6. 複数のルータにより、ローカル／リモー
トLXIデバイスのPCのLANポートへの接続が容
易になります。

LAN 

ルータ 

ルータ 

ローカルLXI 
測定器 

リモートLXI 
測定器 

4 LXIベースのシンセティック測定器の使用方法は、原
理や手法の面ではPXI/VXIと似ています。これにつ
いては、アプリケーション・ノート1465-24で詳
細に説明しています
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LXIによる新たな可能性

LXI対応デバイスは、ラック・アンド・
スタック型システムやカードケージ・
システムでは実現困難または不可能だ
った、多くの優れた可能性を新たに生
み出します。以下のコンセプトは、LXI
による可能性の5つの例です。

製品のライフサイクルを通した活用

開発者は、LXI対応のポータブル測定器
を研究開発段階で活用できます。ディ
スプレイやキーボードを使って、豊富
な測定／解析機能にすばやくアクセス
できます。製造段階では、前面パネル
のないモジュラ型の等価な測定器を搭
載したシステムで、スタンドアロン測
定器で開発したソフトウェアやルーチ
ンを使用できます。ハードウェアやソ
フトウェアの活用だけでなく、スペース
が限られている場合でも、機能、確度、
性能を犠牲にする必要がありません。

長距離動作

LXIでは、LANインタフェースを使用す
ることにより、PCから遠く離れた所に
測定器を配置したり、測定器同士を遠
く離れた所に配置することができます。
例えば、モニタ／制御するデバイスや
プロセスの近くに測定器を配置して、
テスト・ラボ内や製造ラインの近くに
ある既存のLANポートに接続すること
ができます。5 LXIデバイスはテスト・
フィクスチャ内にも配置できるので、
ケーブル長を最小限に抑えて、測定結
果の向上させることもできます。

分散テスト

現在のシステムはPCセントリックの方
法を採用していて、コンピュータが基
本測定器を制御したり、プラグイン・
カードを「ダンブ」しています。LXIが
実現する次世代のシステムでは、各測
定器に内蔵されたインテリジェンス機
能を活用する分散手法を用いることが
できます。解析や同期の多くは測定ハ
ードウェアで実行されるため、PCの負
荷が軽減されます。解析結果だけがPC
に送られるため、データ・フローが減
少します。LXIクラスBとAのデバイス
は、特定の時刻または他の測定器から
メッセージを受け取ると、動作を開始
するので、タイミングが簡素化されま
す。また、測定器同士はピアツーピ
ア／マルチキャスト・メッセージング
を利用して情報を交換できます。この
アーキテクチャでは、PCがボトルネッ
クとなる可能性が低くなります。

ピアツーピア・トリガ

LXIでは、1台の測定器／デバイスが別
の測定器にLANやトリガ・バスでトリ
ガや情報を送信でき、PCは他の上位レ
ベルの作業に専念できます。ピアツー
ピア・トリガを使用すると、高価なリ
アルタイム・コントローラを使ってシ
ステム内の測定器に正確なトリガを送
信する必要がありません。システム・
ソフトウェアで待ち状態やステータス
問合せなどが減り、結果としてテスト
の所要時間を短縮できます。インテリ
ジェント測定器同士がLANやハードウ
ェア・トリガにより信号を送信できる
場合は、コンピュータからのポーリン
グや待ち状態が最小限に抑えられるた
め、プログラミングが容易になり、テ
スト・プランを高速に実行できます。

タイム・ベース・トリガ

IEEE 1588 PTPは、測定の同期を実現す
る画期的な方法です。例えば、この方
法では、トリガ専用の外部ケーブルが
不要になり、測定器間の距離に制限が
なくなります。すべての測定データに
タイムスタンプが付けられるので、よ
り簡単で、効率的な解析が可能になり
ます。

5 GPIBバス・エクステンダ（性能は低下する可能性が
あります）および光ファイバ・ケーブルのMXI-4によ
り、長距離接続も可能です。
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将来のテスト・システム

LXIはシステム開発者が直面している主
要な問題を解決します。コストの削減、
システム・サイズの小型化、インテグレ
ーションの簡素化、スループットの高速
化、ハードウェアとソフトウェアの再利
用を実現します。このような利点を持つ
LXIは、現在だけでなく、将来にわたっ
ても有効なアーキテクチャです。

こうした利点をフル活用できるように、
Agilent Openのコンセプトの一部として
LXIを採用しています。Agilent Openの
利点は、単に測定器だけではありませ
ん。PC標準のI/Oとオープンなソフトウ
ェア・ツールにより、テスト・プロセ
ス全体を簡素化する概念にあります
（図7）。テクノロジーの進歩に従って、
広く用いられている規格に準拠するこ
とで、システムの寿命を延ばし、LXIな
どの新しい成果を取り入れることが簡
単にできます。

コネクティビティの簡素化
テスト要件に合ったI/Oを選択できま
す。多くのAgilent Open測定器には、
GPIB、LAN、USBポートが装備されて
います。このように柔軟性に優れてい
るため、現在のシステムに最適なイン
タフェースを選択して、将来は別のイ
ンタフェースに切り替えることができ
ます。またコンバータを豊富に取り揃
えているので、GPIB測定器をLAN/USB
ベースのシステムに簡単に組み込むこ
とができます。

柔軟性の高い測定ソリューション
の構築
Agilent Open測定器は、テスト・ソフト
ウェアやシステム・ラックへの統合を
容易にするだけでなく、より高速のス
ループットを実現することを目的にし
て設計されているため、テスト・シス
テムに最適です。従来のモジュラ測定
器を選択した場合でも、機能ブロック
測定器を選択した場合でも、IOライブ
ラリ・スイートを用いると、簡単に測
定器を接続できます。 A g i l e n t
Connection Expertが数分で自動的にイン
ストールされ、何百ものメーカから接
続されている測定器を検出し、通信を
検証します。

効率的な開発の実現
テスト設定のためだけに、使い慣れて
いないプログラミング言語に時間を割
いて取り組む必要はありません。
Agilent Openを用いると、使い慣れてい
るテスト・ソフトウェア開発環境で作
業ができます。鍵となるのは、標準的
な機器ドライバや、Microsoft Excelや
Visual Basic、C、Agilent VEE Pro、
MATLAB®、LabVIEW、Visual Basic.NET、
Visual C++、Visual C#などの一般的なプ
ログラミングへのリンクなど、オープ
ンなソフトウェア・ツールです。好み
の場所で作業を行い、製品そのものの開
発に集中して取り組むことができます。

Agilent OpenとLXIの機能の組合わせに
より、システム構築が容易になり、テ
ストの新しい可能性が広がります。

図7. Agilent OpenとLXIにより、現在および将来のテスト資産を簡単に一体化でき、LANベース
のテスト・システムが実現します。
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www.agilent.co.jp/find/systemcomponents

関連カタログ

1465シリーズのアプリケーション・ノ
ートには、テスト・システムの構築、
システムにおけるLAN、無線LAN、
USBの有効活用、RF/マイクロ波テス
ト・システムの最適化／拡張に関する
情報が満載されています。

テスト・システムの開発

● 『システム開発者ガイド：テスト・
システムでのLANの使用：基礎』
AN 1465-9
（カタログ番号5989-1412JA）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-1412JA.pdf

● 『テスト・システムでのLANの使用：
ネットワークの設定』AN 1465-10
（カタログ番号5989-1413JA）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-1413JA.pdf

● 『システム開発ガイド テスト・システム
でのLANの使用：PCの設定』AN 1465-11
（カタログ番号5989-1415JA）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-1415JA.pdf

● 『システム開発ガイド 計測環境でのUSB
使用』AN 1465-12
（カタログ番号5989-1417JA）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-1417JA.pdf

● 『システム開発ガイド SCPI＋ダイレクト
I/O、ドライバの使用法』AN 1465-13
（カタログ番号5989-1414JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-1414JAJP.pdf

● 『システム開発ガイド テスト・システムに
おけるLANの使用法：アプリケーション』
AN 1465-14
（カタログ番号5989-1416JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-1416JAJP.pdf

● 『システム開発ガイド テスト・システム
でのLANの使用：システムI/Oの
セットアップ』AN 1465-15
（カタログ番号5989-2409JAJP）
hppt://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-2409JAJP.pdf

● 『LXIによる次世代テスト・システム』
AN 1465-16
（カタログ番号5989-2802JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-2802JAJP.pdf

RF/マイクロ波テスト・システム

● 『RF/マイクロ波テスト・システムの
構成要素の最適化』AN1465-17
（カタログ番号5989-3321JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-3321JAJP.pdf

● 『RF/マイクロ波テストシステムの
テスト品質向上のための6ヒント』
AN 1465-18
（カタログ番号5989-3322JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-3322JAJP.pdf

● 『システムの信号経路の校正：ベクトルお
よびスカラ補正法による測定精度の向上』
AN 1465-19
（カタログ番号5989-3323JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-3323JAJP.pdf

LAN eTensions for
Instrumentation（LXI）

● 『次世代LXIテスト・システム』
AN 1465-20
（カタログ番号5989-4371JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-4371JAJP.pdf

● 『LXIに移行する10の理由』
AN 1465-21
（カタログ番号5989-4372JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-4372JAJP.pdf

● 『GPIBからLXIへの移行』AN 1465-22
（カタログ番号5989-4373JAJP）
http://cp.literature.agilent.com/
litweb/pdf/5989-4373JAJP.pdf
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メモとしてお使いください
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メモとしてお使いください



サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リ
スクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることに
あります。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに
応じたサポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リ
ソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を
十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、
グローバル保証が付いています。アジレント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念
が、「アジレント・テクノロジーのプロミス」と「お客様のアドバンテージ」です。

アジレント・テクノロジーのプロミス

お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジ
ニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・
テクノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発
揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。

お客様のアドバンテージ

お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用す
ることができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズ
に応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の
専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサ
イトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、
市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジー
のエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお
手伝いします。

www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

電子計測UPDATE

www.agilent.co.jp/find/open
Agilentは、テスト・システムの接続とプログラミングのプロセスを簡素化することにより、電子製
品の設計、検証、製造に携わるエンジニアを支援します。Agilentの広範囲のシステム対応測定器、
オープン・インダストリ・ソフトウェア、PC標準I/O、ワールドワイドのサポートは、テスト・シ
ステムの開発を加速します。

June 15, 2006

5989-4374JAJP
0000-00DEP

Agilent Open

アジレント・テクノロジー株式会社

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00（土・日・祭日を除く）
FAX、E-mail、Webは24時間受け付けています。

TEL■■ 0120-421-345
(042-656-7832)

FAX■■ 0120-421-678
(042-656-7840)

Email contact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ
www.agilent.co.jp

●記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。
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